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La microscopie a force atomique est une technique récente
extrémement précise pour l'analyse de la topographie de
surface d’échantillons plans. Son principe repose sur
I’existence de forces d’interaction entre la pointe et la surface
a étudier. L'AFM permet de caractériser I'état de surface
(topographie de la surface a I'échelle nanométrique et, dans

certains cas, atomique) mais également de déterminer des Diode laser

grandeurs physiques. On peut visualiser la surface a l'aide de Photodétecteur
différents types de forces : Van der Waals (topographie), 4 cadrans
magnétiques (MFM), électrostatiques... Fiezzo /"Jf .
Cette technique s’applique a tout type d’échantillons

(conducteur, semi-conducteur, isolant, biologique). De plus, . °'”"3/

les échantillons peuvent étre analysés dans de multiples \E/ ALZ
environnements (air, liquide) et lors de montée en échantillon EEE===m X "y
température.

Aucune préparation de I'échantillon n’est nécessaire mais les

échantillons étudiés doivent étre plans, la rugosité de surface Q

doit étre inférieure a quelques centaines de nanometres.

Modes de fonctionnement

- Alair, en milieu liquide et en température

- Contact

- Contact-intermittent

- Peak-Force tapping

- Mode nanomécanique

- Mode magnétique

- Mode électrochimique SECM (microscopie
électrochimique a balayage)

BRUKER — DIMENSION ICON

Balayage en X-Y 90um X 90 um ; ‘."\r —
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Exemples d’applications

Films minces nanostructurés de polymeéres
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Films minces de copolymeres a blocs ISP (Poly(Isoprene-b-Styrene-b-2vinylpyridine) exposés a des vapeurs de toluene a) et c)

apreés extraction du polyisopréne b) [1]

Electropolymerisation et fonctionnalisation de surface pour des applications de capteurs

environnementaux
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Carbone vitreux fonctionnalisé par Wafer d’or fonctionnalisé par greffage
électrodéposition d’un polymére a empreinte électrochimique du sel de 3,5-dicarboxyphenyl!

moléculaire [2]
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diazonium [3]

Films minces de polymeéres

Cristallisation de PLLA [4]
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